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GROUPEMENT NATIONAL DE
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE
ET DE MICROANALYSES

En convention de coopération avec la Société Francaise de Physigue




Procès verbal de la réunion GN-MEBA du jeudi 28  Mai  2009

Présents : François Brisset (FB), Jean-Pierre Lechaire (JPL), Alain Jadin (AJ), Jacky Ruste (JR), Luc Beaunier (LB), Philippe Jonnard (PJ), P. Hallegot (PH), Lahcen Khouchaf (LK),  Monique Repoux (MR).

Excusés : Christian Mathieu (CM), Rémi Chiron (RC), Denis Boivin (DB), Florence Robaut (FR), Christine Gendarme (CG), Sonia Achard (SA), François Grillon (FG)
9h30 : Ouverture de la séance par FB, 

Prix Roberval

Le livre a été validé et le dossier accepté dans la partie enseignement supérieur numéro 0926. En septembre/octobre il y’aura une deuxième sélection.

Pour une présentation de l'ouvrage dans la revue du CNRS, le livre est assez spécialisé et ils pensent plutôt le mettre dans une autre diffusion future (FB).Projet de diffuser le livre dans la revue : Microscopy and Analysis.

Livre "Préparation des échantillons"
JR : a donné son texte et attend les simulations Monte Carlo.

CM : a envoyé son texte à PJ, celui-ci a demandé des volontaires pour le relecture, merci de répondre par oui ou non afin que PJ soit au courant pour tous.
FB a re-commencé la rédaction !
PJ a toujours des promesses de recevoir les autres textes.
SFMu juin 2009
Il manque Christian à l’inscription. Il doit confirmer à MR.

Il y ‘a 125 posters et 300 inscrits sfmu et  69 participants du côté GNMEBA.

La date d’inscription est prolongée au 31 mai.

Pour les repas, il est possible de payer sur place (pour nous Monique ?). La date limite pour réserver les repas est le 10 juin.

Elexience va monter un Balayage sur son stand.

JPL a prévu toutes les implantations stands et poster pour le congrès.

Echantillons test

Le dossier a été envoyé. JR a eu des premières questions.

-
Veritas (P. Volkers) a précisé que de leur côté souhaite mener la même démarche.

-
Nantes Polytech auront un  WDS et EDS et souhaitent un délai pour effectuer les analyses. 

-
Une personne du Crit a posé des questions concernant l’analyse à 5 kV.

Dans le dernier compte rendu du Cetama circuit interne du CEA pour la microanalyse) les journées GNMEBA ont été citées. Les projets en cours concernent une démarche de modélisation virtuelle d’étalons relatifs aux transuraniens. Deux échantillons test ont circulé dans différents laboratoires dyu CEA : une zirconolite et un SiC. Pour l’échantillon SiC les analyses en EDS ont montré une marge d’erreurs importante (5% d’écart) alors qu’en WDS elle était inférieure à 1%. JR leur proposera une invitation pour décembre.

Monique a mis la fiche à jour sur le site. Afin de préciser la zone à  analyser la phrase suivante a été introduite : « après une préparation métallographique».

Enquête MEB

Pour le moment quatre laboratoires ont répondu à l’enquête.

Journées pédagogiques des 2 et 3 décembre 2009 

Une convention est à signer pour réserver l’amphi (PJ). PJ va renvoyer cette convention

Programme (avec horaires possibles) :

Microanalyse X quantitative : quelle fiabilité pour quelle analyse ?

1 (09h-10h30)– Les principes de l’analyse quantitative (JR) :

Comment effectuer une bonne analyse quantitative ? Choix des paramètres analytiques, sonde focalisée ou défocalisée, fixe ou balayage ?

Rappels sur les méthodes de quantification :

-
courbes d’étalonnage

-
méthode ZAF

-
procédures PhiRoz

2 (14h30-15h15)– Les sources d’erreurs et d’incertitudes (C. Merlet, Univ Montpelier)

Revue non exhaustive de toutes les sources d’erreur (Instrument, échantillon, paramètres etc.)

3 15h15-15h45)– Les sources d’erreurs sur les paramètres fondamentaux (M.C. Lepy, CEA ?)
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4 (15h45-16h05)– Applications : quelques exemples d’erreurs liés aux coefficients d’absorption


Voir fichier « coef_abs.pdf » mis sur la page « réservée conseil » du site : (LK et JR)

5 (16h20-16h50)– EDS : cas de l’analyse sans témoin, estimation et incertitudes (D. Boivin, ONERA)

6 (16h50-17h10)– Résolution spatiale de la microanalyse


Influence de la tension d’accélération, du rayonnement X et de l’absorption,


Conséquences (voir dans « artefacts.pdf » mis sur la page « réservée conseil » du site) (JR)

7 (09h00-09h30)– Analyse des rayonnements de faible énergie : possibilités de quantification (Ph Jonnard)

8 (09h30-10h00)– Application : comparaison entre une analyse sur échantillon massif, en MEB-STEM et en STEM hte énergie sur lame mince (L. Legras, EDF ?)

9 (10h15-10h45)- Microanalyse X sous pression contrôlée : possibilités et limites (L. Khouchaf, Ch. Mathieu, M. Repoux)

10 (10h45-11h05)– Sources d’erreurs liées à l’échantillon : homogénéité, planéité, conductibilité, rugosité…(FB)

11 (11h05-11h30)– cas des échantillons stratifiés : méthode et limites (Merlet )

12 (11h30-12h15)– Microanalyse X sur échantillons isolants (J. Cazaux)

13 – (14h00-14h30)– Traitement statistique des données (voir fichier stat.pdf)  voir avec FR.

14 –(14h30-15h00)–  Contrôle et calibration en EDS et WDS à  définir

15 – (15h00-15h30)– Les normes en analyse quantitative (F. Grillon)

16 – (15h30-16h30)– Applications : l’échantillon test

SFP

-
Les adresses des présidents des divisions seront introduites dans la liste de diffusion du GNMEBA. LK donnera la liste à MR.

-
Nous aurons à récupérer les fichiers numériques pour éventuellement les reproduire et/ou les mettre à jour pour le congrès de juillet 2009 de la SFP. MR va voir avec FG pour les mettre dans un premier temps sur notre site dans la partie conseil.

-
Chacun doit penser à formuler des questions précises qui pourraient servir comme base de discussion  avec les divisions de la SFP

Certaines idées ont été initiées et méritent une formulation approfondie.


Exemple : Comment obtenir la meilleure métallisation sans voir les grains ?



Les effets de noircissement de l’échantillon sous faisceau d’électrons ?



Les effets du plasma créés dans le MEB sur le faisceau des électrons ?



Les effets de basse tension ?

EMAS 2009 et 2011 

Rien de plus par rapport à la dernière fois. Nous attendons des nouvelles du colloque qui a eu lieu en Pologne.

FB : en septembre/octobre  il nous faudra finaliser les membres qui pourraient participer aux comités (cf. réunion précédentes). Puis le responsable des comités enverra ses instructions afin que les membres proposent des thèmes et des orateurs potentiels. Ces choix seront entérinés en décembre au cours de la prochaine réunion du bureau de EMAS.

Ecole d’été à Alger :

M K. Taibi pensait à une Ecole de 5 jours MEB, Microanalyse et EBSD. .JR lui a envoyé une liste de questions pour demander plus de précision avant de se prononcer.

Premières idées pour les journées  de Mai- Juin  et/ou décembre 2010

FIB, MEB et techniques associées (Raman, AFM, Cathodo, ….), 

MEB / microanalyse : ce qui a changé dans les x dernières années

Ville (pour mai-juin) : Bordeaux, Mulhouse, Reims, Nantes, …

La séance est levée.

Prochaine réunion   après les vacances d’été pour cause colloque SFmu/GNMEBA de juin.

FB proposera un petit sondage, peut-être début juillet afin de proposer des dates. Nous pourrons éventuellement en parler à Paris le mois prochain.
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